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(57) Abstract: A circuit arrangement (1) for testing a reset circuit (11) comprises the reset circuit (11) and a changeover switch
(14). The reset circuit has a voltage input (12) for supplying an input voltage (VDD) and an output (13) for providing a reset si-
gnal (POR) on the basis of the input voltage (VDD). The changeover switch (14) comprises a first input (15) for supplying a test
voltage (VTM), a second input (16) for supplying a supply voltage (VBAT), a control input (17) for changing over between the
first and the second input (15, 16) on the basis of a test adjustment signal (TM), and an output (18) which is coupled to the volta-
ge input (12) of the reset circuit (11).

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Eine Schaltungsanordnung (10) zum Testen einer Riicksetzschaltung (11) umfasst die Riicksetzschaltung (11) und einen Umschal-
ter (14). Die Riicksetzschaltung weist einen Spannungseingang (12) zum Zufithren einer Eingangsspannung (VDD) und einen
Ausgang (13) zum Bereitstellen eines Riicksetzsignals (POR) in Abhédngigkeit der Eingangsspannung (VDD) auf. Der Umschalter
(14) umfasst einen ersten Eingang (15) zum Zufiihren einer Testspannung (VIM), einen zweiten Eingang (16) zum Zufiihren ei-
ner Versorgungsspannung (VBAT), einen Steuereingang (17) zum Umschalten zwischen dem ersten und dem zweiten Eingang
(15, 16) in Abhéngigkeit eines Testeinstellsignals (TM) und einen Ausgang (18), der mit dem Spannungseingang (12) der Riick-
setzschaltung (11) gekoppelt ist.
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Beschreibung

Schaltungsanordnung und Verfahren zum Testen einer Rilicksetz-

schaltung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung

und ein Verfahren zum Testen einer Riicksetzschaltung.

Schaltungsanordnungen weisen hdufig eine Rlicksetzschaltung
auf, der eine Versorgungsspannung der Schaltungsanordnung zu-
gefiihrt wird und die ein Ricksetzsignal in Abhédngigkeit der
Versorgungsspannung bereitstellt. Das Ricksetzsignal wird ei-
nem Schaltungsblock der Schaltungsanordnung zugeleitet. Dabei
weist das Rucksetzsignal einen den weiteren Block der Schal-
tungsanordnung aktivierenden Wert auf, sofern die Versor-
gungsspannung einen Pegel iUberschreitet, bei dem der Schal-
tungsblock zuverldssig betrieben werden kann. Dieses Prinzip

wird auch als Power on Reset bezeichnet.

Dokument US 2006/0041811 Al beschreibt einen Schaltkreis zum
Testen einer Ricksetzfunktion eines elektronischen Bauteils.
Der Schaltkreis umfasst einen ersten und einen zweiten ein-
stellbaren Widerstand und eine Vorrichtung zum Umschalten
zwischen verschiedenen Spannungen mittels einer Briicke. Eine
Spannung am Ausgang des Schaltkreises wird dem zu testenden

Bauteil zugeleitet.

In Dokument US 2007/0266280 Al ist eine Anordnung zum Testen

einer Rilcksetzschaltung eines integrierten Schaltkreises an-

gegeben. Die Anordnung umfasst eine Riicksetzschaltung fir ei-
nen Betrieb des integrierten Schaltkreises und eine dupli-

zierte Rilcksetzschaltung flir Testzwecke.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Schaltungs-
anordnung zum Testen einer Rilcksetzschaltung und ein Ver-
fahren zum Testen einer Rilicksetzschaltung bereitzustellen,
die einen Test der Ricksetzschaltung mit einer Testspannung

ermoglichen.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1
sowie dem Verfahren gemdf Patentanspruch 9 geldst. Weiter-
bildungen und Ausgestaltungen sind jeweils Gegenstand der ab-

hdngigen Anspriiche.

In einer Ausfihrungsform umfasst eine Schaltungsanordnung zum
Testen einer Riicksetzschaltung die Riicksetzschaltung und ei-
nen Umschalter. Die Riicksetzschaltung weist einen Spannungs-
eingang und einen Ausgang auf. Der Umschalter umfasst einen
ersten und einen zweiten Eingang, einen Steuereingang und ei-
nen Ausgang. Der Ausgang des Umschalters ist mit dem Span-

nungseingang der Rilcksetzschaltung verbunden.

Dem Spannungseingang der Riicksetzschaltung wird eine Ein-
gangsspannung zugefihrt. An dem Ausgang der Rilcksetzschaltung
wird ein Riicksetzsignal in Abhidngigkeit der Eingangsspannung
bereitgestellt. Dem ersten Eingang des Umschalters wird eine
Testspannung zugefilhrt. Der zweite Eingang des Umschalters
wird mit einer Versorgungsspannung beaufschlagt. Ein Test-
einstellsignal wird dem Steuereingang des Umschalters zuge-
leitet. In Abhdngigkeit des Testeinstellsignals wird der Um-
schalter zwischen dem ersten und dem zweiten Eingang umge-

schaltet.

Mit Vorteil wird mittels des Umschalters eingestellt, ob die
Versorgungsspannung oder die Testspannung dem Spannungsein-

gang der Riicksetzschaltung bereitgestellt werden. Somit ist
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wahlweise ein Zuleiten der Testspannung oder ein Zuleiten der
Versorgungsspannung an die Ricksetzschaltung méglich. Mit
Vorteil kann die Funktionsfédhigkeit der Rucksetzschaltung in
einem Testbetrieb mittels einer Testspannung getestet werden,
die unabhdngig von der Versorgungsspannung der Schaltungsan-
ordnung ist. Die Ricksetzschaltung kann somit ein digitales
Ricksetzsignal in Abh&dngigkeit einer analogen Testspannung

generieren.

In einer Ausfihrungsform umfasst die Schaltungsanordnung eine
Eingangslogikschaltung. Die Eingangslogikschaltung ist an ei-
nem Ausgang mit dem Steuereingang des Umschalters verbunden
und stellt das Testeinstellsignal bereit. Die Eingangslogik-
schaltung kann eine Speicherschaltung aufweisen. Die Spei-
cherschaltung kann ein Flip-Flop oder eine asynchrone Logik

oder eine kombinatorische Logik umfassen.

Weist das Testeinstellsignal einen logischen Wert 1 auf, so
ist der Testbetrieb aktiviert. Im Testbetrieb der Schaltungs-
anordnung wird der erste Eingang des Umschalters mit dem Aus-
gang des Umschalters verbunden. Weist hingegen das Test-
einstellsignal einen logischen Wert 0 auf, so ist der Testbe-
trieb der Schaltungsanordnung deaktiviert und die Schaltungs-
anordnung befindet sich in einem Normalbetrieb. Dabei ist der
zweite Eingang des Umschalters mit dem Ausgang des Umschal-

ters verbunden.

In einer Weiterbildung weist die Schaltungsanordnung eine
Ausgangslogikschaltung auf. Ein erster Eingang der Ausgangs-
logikschaltung ist an den Ausgang der Riicksetzschaltung ange-
schlossen. Ein zweiter Eingang der Ausgangslogikschaltung ist
an den Ausgang der Eingangslogikschaltung angeschlossen. Ein

erster Ausgang der Ausgangslogikschaltung ist mit einem
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Schaltungsblock der Schaltungsanordnung verbunden. Ein zwei-
ter Ausgang der Ausgangslogikschaltung ist mit einer Aus-
ganganschlussfldche der Schaltungsanordnung gekoppelt. Dem
ersten Eingang der Ausgangslogikschaltung wird somit das
Riicksetzsignal zugeflihrt. Der zweite Eingang der Ausgangs-
logikséhaltung dient zum Zuleiten des Testeinstellsignals an
die Ausgangslogikschaltung. Am ersten Ausgang der Ausgangs-
logikschaltung wird ein Systemricksetzsignal abgegeben. Das
Systemriicksetzsignal wird in Abhdngigkeit von dem Rlcksetz-
signal und dem Testeinstellsignal bereitgestellt. Dabei wird
das Systemriicksignal aus dem Ricksetzsignal generiert, sofern
der Testbetrieb der Schaltungsanordnung deaktiviert ist. Ist
allerdings mittels des Testeinstellsignals der Testbetrieb
der Schaltungsanordnung aktiviert, so weist das Systemrick-
setzsignal einen logischen Wert auf, der den Schaltungsblock
deaktiviert. Am zweiten Ausgang der Ausgangslogikschaltung
wird ein Resultatsignal bereitgestellt. Das Resultatsignal
wird in Abh&ngigkeit des Riicksetzsignals und des Testein-
stellsignals generiert. Weist das Testeinstellsignal einen
den Testbetrieb aktivierenden Wert auf, so entspricht das Re-
sultatsignal dem Riicksetzsignal. Ist mittels des Testein-
stellsignals der Testbetrieb deaktiviert, so weist das Resul-
tatsignal einen konstanten Wert auf. Mit Vorteil kann mittels
der Ausgangslogikschaltung die Riicksetzschaltung im Testbe-
trieb von dem Schaltungsblock isoliert werden. Die Isolierung
kann durchgefiihrt werden, ohne dass ein Systemriicksetzsignal

erzeugt wird, das die Schaltungsanordnung zuriucksetzt.

In einer Ausfiihrungsform umfasst ein Halbleiterkorper die
Schaltungsanordnung. Bevorzugt umfasst genau ein Halbleiter-

kérper die Schaltungsanordnung.
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Bevorzugt kann der Halbleiterkorper die Ricksetzschaltung,
die Eingangslogikschaltung und die Ausgangslogikschaltung um-
fassen. Weiter kann der Halbleiterkdrper den Umschalter auf-

weisen.

Mit Vorteil ist in einem Betriebszustand, in dem kein Testbe-
trieb erfolgt, ein Stromverbrauch der Schaltungsanordnung
nicht durch den Umschalter, die Eingangslogikschaltung und

die Ausgangslogikschaltung erhdht.

In einer Ausfiihrungsform umfasst ein Verfahren zum Testen ei-
ner Riicksetzschaltung ein Zufihren einer Versorgungsspannung
als eine Eingangsspannung an die Riicksetzschaltung in einem
Normalbetrieb. Weiter wird in Abhdngigkeit eines Testein-
stellsignals von dem Normalbetrieb in einen Testbetrieb umge-
schaltet. Eine Testspannung wird als die Eingangsspannung an
die Ricksetzschaltung im Testbetrieb zugeleitet und ein Ruck-
setzsignals mittels der Riicksetzschaltung in Abhéngigkeit der

Eingangsspannung generiert.

Mit Vorteil kann somit eine Testspannung einer Ricksetzschal-
tung zugefiihrt und das Ricksetzsignal mittels der Test-
spannung erzeugt werden. Damit ist ein Testbetrieb der Rick-
setzschaltung ermdéglicht. Das Riicksetzsignal kann von einem
Schaltungsblock der Schaltungsanordnung isoliert sein, so
dass ein isolierter Testbetrieb der Riicksetzschaltung ermdg-
licht ist. Im Testbetrieb wird das Riicksetzsignal nicht dem

Schaltungsblock zugeleitet.

In einer Weiterbildung umfasst das Verfahren folgende Schrit-
te im Testbetrieb: Die Versorgungsspannung wird an eine
Schaltungsanordnung, welche die Riicksetzschaltung und einen

Schaltungsblock umfasst, angelegt. Die Schaltungsanordnung
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wird somit angeschaltet. Mittels des Testeinstellsignals wird
die Ricksetzschaltung von dem Schaltungsblock elektrisch ge-
trennt. Die Riicksetzschaltung ist somit elektrisch isoliert.
Im Normalbetrieb wird dem Schaltungsblock das Riucksetzsignal
zugeleitet. Zur Durchfiihrung der Isolation der Ricksetz-
schaltung wird im Testbetrieb das Ricksetzsignal nicht dem
Schaltungsblock zugefihrt. Im Testbetrieb kann dem Schal-
tungsblock ein Signal zugeleitet werden, das den Schaltungs-
block deaktiviert. Die einstellbare Testspannung wird Ulber
einen separaten Pfad der zuvor isolierten Ricksetzschaltung
zugefiihrt, welche das Riicksetzsignal generiert. Die Test-
spannung ist eine analoge Spannung. Die Testspannung kann
wertkontinuierliche Spannungswerte aufweisen. Das Ricksetz-
signal wird als ein Resultatsignal bereitgestellt. Das Resul-
tatsignal ist ein digitales Signal. Das Resultatsignal weist
daher wertdiskrete Werte auf. Eine Abhdngigkeit des Resultat-
signals vom Testsignal wird ausgewertet. Dabei wird mindes-
tens ein Schwellwert der Ricksetzschaltung ermittelt. In Ab-
héngigkeit des Schwellwertes wird das Rilicksetzsignal im Test-
und im Normalbetrieb erzeugt. Mit Vorteil ist die Ricksetz-

schaltung getrennt vom Schaltungsblock testbar.

In einer Weiterbildung durchlduft im Testbetrieb die Test-
spannung eine Spannungsrampe mit steigenden Spannungswerten
zur Detektion eines ersten Schwellwertes der Rilcksetzschal-
tung. Dabei entspricht der erste Schwellwert dem Wert der
Testspannung, bei dem das Resultatsignal seinen logischen
Wert &ndert. Alternativ durchlduft die Testspannung eine
Spannungsrampe mit fallenden Spannungswerten zur Detektion
eines zweiten Schwellwertes der Riicksetzschaltung. Hierbei
entspricht der zweite Schwellwert dem Wert der Testspannung,
bei dem das Resultatsignal seinen logischen Wert bei fallen-

den Spannungswerten der Testspannung dndert. Bevorzugt durch-
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lduft die Testspannung eine Spannungsrampe mit fallenden
Spannungswerten und eine Spannungsrampe mit steigenden Span-
nungswerten. Der zweite Schwellwert ist vorteilhafterweise
niedriger als der erste Schwellwert. Es ist ein Vorteil einer
derartigen Hysterese, dass bei einer Eingangsspannung mit ei-
nem Wert, der ungefdhr dem ersten Schwellwert entspricht,
kleine Spannungsschwankungen der Eingangsspannung nicht be-

reits zu Anderungen des Riicksetzsignals fihren.

In einer Ausfihrungsform sind bei einem Test der Rucksetz-
schaltung weitere Teile der Schaltungsanordnung, insbesondere
ein Schaltungsblock der Schaltungsanordnung, vom Test unbe-

einflusst.

In einer Ausfiihrungsform ist die Schaltungsanordnung auf ei-

ner Hauptfldche eines Halbleiterkdérpers angeordnet.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform ist die Schaltungsanord-
nung auf einer Hauptfldche genau eines Halbleiterkdérpers an-

geordnet.

Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren Ausfihrungs-
beispielen anhand der Figuren ndher erl&utert. Funktions- be-
ziehungsweise wirkungsgleiche Bauelemente und Schaltungs-
elemente tragen gleiche Bezugszeichen. Insoweit sich Schal-
tungsteile oder Bauelemente in ihrer Funktion entsprechen,
wird deren Beschreibung nicht in jeder der folgenden Figuren

wiederholt.
Es zeigen:

Figuren 1A und 1B beispielhafte Ausfihrungsformen einer

Schaltungsanordnung mit einer Rilcksetz-
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schaltung nach dem vorgeschlagenen Prin-

z1ip,

Figur 2 eine beispielhafte Ausfihrungsform einer
Ricksetzschaltung nach dem vorgeschlagenen

Prinzip,

Figur 3A bis 3G beispielhafte Signalverlaufe einer Schal-
tungsanordnung mit einer Rucksetzschaltung

nach dem vorgeschlagenen Prinzip und

Figuf 4 eine beispielhafte Ausfihrungsform eines
Halbleiterkdérpers mit der Schaltungsanord-

nung nach dem vorgeschlagenen Prinzip.

Figur 1A zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform einer
Schaltungsanordnung mit einer Riicksetzschaltung nach dem vor-
geschlagenen Prinzip. Die Riicksetzschaltung 11 umfasst einen
Spannungseingang 12 und einen Ausgang 13. Die Ricksetzschal-
tung 11 kann auch als Power on Reset Block, abgekirzt POR-
Block, bezeichnet sein. Weiter umfasst die Schaltungsanord-
nung einen Umschalter 14 mit einem ersten und einem zweiten
Eingang 15, 16, einem Steuereingang 17 und einem Ausgang 18.
Der Ausgang 18 des Umschalters 14 ist mit dem Spannungsein-
gang 12 der Riicksetzschaltung 11 verbunden. Eine erste An-
schlussfldche 19 der Schaltungsanordnung 10 ist mit dem ers-
ten Eingang 15 des Umschalters 14 verbunden. Entsprechend ist
eine zweite Anschlussfldche 20 der Schaltungsanordnung 10 mit
dem zweiten Eingang 16 des Umschalters 14 verbunden. Weiter
umfasst die Schaltungsanordnung 10 eine Ausgangslogikschal-
tung 21 mit einem ersten und einem zweiten Eingang 22, 23 so-
wie einem ersten und einem zweiten Ausgang 24, 25. Der erste

Eingang 22 der Ausgangslogikschaltung 21 ist mit dem Ausgang
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13 der Ricksetzschaltung 11 verbunden. Dariber hinaus umfasst
die Schaltungsanordnung 10 einen Schaltungsblock 26, der an
den ersten Ausgang 24 der Ausgangslogikschaltung 21 ange-
schlossen ist. Der Schaltungsblock 26 ist zusdtzlich mit der
zweiten Anschlussfldche 20 verbunden. Ferner weist die Schal-
tungsanordnung 10 eine Ausgangsanschlussfldche 27 auf, die
mit dem zweiten Ausgang 25 der Ausgangslogikschaltung 21 ge-

koppelt ist.

Weiter umfasst die Schaltungsanordnung 10 eine Eingangs-
logikschaltung 28 mit einem Ausgang 29. Der Ausgang 29 ist
mit dem Steuereingang 17 des Umschalters 14 verbunden. Dar-
iber hinaus ist der Ausgang 29 der Eingangslogikschaltung 28
an den zweiten Eingang 23 der Ausgangslogikschaltung 21 ange-
schlossen. Zusdtzlich weist die Eingangslogikschaltung 28 ei-
nen ersten Eingang 30 auf, der mit dem ersten Ausgang 24 der
Ausgangslogikschaltung 21 gekoppelt ist. Ferner weist die
Eingangslogikschaltung 28 einen zweiten Eingang 32 und einen
dritten Eingang 31 auf. Die Eingangslogikschaltung 28 ist als
Testbetrieb-Register implementiert. Die Eingangslogikschal-
tung 28 umfasst eine Speicherschaltung 33. Die Speicherschal-
tung 33 ist als Flip-Flop realisiert. Ein Datenausgang 34 der
Speicherschaltung 33 ist mit dem Ausgang 29 der Eingangslo-
gikschaltung 28 verbunden. Ein Ricksetzeingang 35 der Spei-
cherschaltung 33 ist mit dem ersten Eingang 30 der Eingangs-
logikschaltung 28 verbunden. Ein Takteingang 36 der Speicher-
schaltung 33 ist mit dem dritten Eingang 31 der Eingangslo-
gikschaltung 28 gekoppelt. Ein Dateneingang 37 der Speicher-
schaltung 33 ist an den zweiten Eingang 32 der Eingangs-

logikschaltung 28 angeschlossen.

Dariber hinaus umfasst der Umschalter 14 einen Puffer 38 so-

wie einen ersten und einen zweiten Schalter 39, 40. Der Puf-
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fer 38 ist zwischen den Steuereingang 17 des Umschalters 14
und den Steuereingdngen des ersten und des zweiten Schalters
39, 40 geschaltet. Der erste Schalter 39 verbindet den ersten
Eingang 15 des Umschalters 14 mit dem Ausgang 18 des Um-
schalters 14. Entsprechend verbindet der zweite Schalter 40
den zweiten Eingang 16 des Umschalters 14 mit dem Ausgang 18
des Umschalters 14. Weiter weist die Ausgangslogikschaltung
21 einen dritten Eingang 41 auf, der an den Ausgang 18 des
Umschalters 14 angeschlossen ist. Zusédtzlich weist die Aus-
gangslogikschaltung 21 einen vierten Eingang 42 auf, der mit
dem zweiten Eingang 16 des Umschalters 14 und damit mit der

zweiten Anschlussflédche 20 verbunden ist.

Eine Testspannung VTM wird dem ersten Eingang 15 des Umschal-
ters 14 iber die erste Anschlussfldche 19 zugeleitet. Eine
Versorgungsspannung VBAT wird dem zweiten Eingang 16 des Um-
schalters 14 iiber die zweite Anschlussfldche 20 zugefihrt.
Die Versorgungsspannung VBAT dient zur Versorgung der Schal-
tungsanordnung 10. Der Schaltungsblock 26 wird von der Ver-
sorgungsspannung VBAT versorgt. Dem Steuereingang 17 des Um-
schalters 14 wird ein Testeinstellsignal TM zugeleitet. In
Abhdngigkeit des Testeinstellsignals TM ist wahlweise der
erste oder der zweite Schalter 39, 40 geschlossen, so dass
alternativ der erste oder der zweite Eingang 15, 16 des Um-
schalters 14 mit dem Ausgang 18 des Umschalters 14 verbunden
ist. Die am Ausgang 18 des Umschalters 14 anliegende Spannung
wird als Eingangsspannung VDD dem Spannungseingang 12 der
Riicksetzschaltung 11 zugeleitet. Die Eingangsspannung VDD
entspricht somit der Versorgungsspannung VBAT oder alternativ

der Testspannung VTM.

Die Riicksetzschaltung 11 generiert ein Riicksetzsignal POR in

Abh&ngigkeit der Eingangsspannung VDD. Dabei wird das Rick-
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setzsignal POR mit einem aktivierenden Wert generiert, sofern
die Eingangsspannung VDD einen ersten Schwellwert VPH iber-
schreitet. Der erste Schwellwert VPH ist so eingestellt, dass
eine Versorgungsspannung VBAT mit einem Wert groéfder als dem
ersten Schwellwert VPH ausreichend zum sicheren Betrieb des

Schaltungsblockes 26 ist.

Das Riicksetzsignal POR wird ilber den Ausgang 13 der Ruck-
setzschaltung 11 dem ersten Eingang 22 der Ausgangslogik-
schaltung 21 zugefihrt. Der zweite Eingang 23 der Ausgangs-
logikschaltung 21 wird mit dem Testeinstellsignal TM beauf-
schlagt. Dem dritten Eingang 41 der Ausgangslogikschaltung 21
wird die Eingangsspannung VDD zugeleitet. Am vierten Eingang
42 liegt die Versorgungsspannung VBAT an, die zur Versorgung
der Gatter der Ausgangslogikschaltung 21 eingesetzt wird. Die
Ausgangslogikschaltung 21 generiert ein Systemriicksetzsignal
SPOR in Abhdngigkeit des Rlcksetzsignals POR und des Test-
einstellsignals TM und stellt das Systemriicksetzsignal SPOR
am ersten Ausgang 24 bereit. Das Systemriicksetzsignal SPOR
wird dem Schaltungsblock 26 zugeleitet und dient zum Aktivie-
ren des Schaltungsblocks 26, sofern die Versorgungsspannung
VBAT den ersten Schwellwert VPH Uberschritten hat. In Abhan-
gigkeit des Testeinstellsignals TM und des Ricksetzsignals
POR stellt zusdtzlich die Ausgangslogikschaltung 21 ein Re-
sultatsignal TPOR am zweiten Ausgang 25 der Ausgangslogik-
schaltung 21 bereit. Das Resultatsignal TPOR ist als digita-
les Signal realisiert. Das Resultatsignal TPOR wird der Aus-
gangsanschlussfldche 27 zugefihrt. Eine nicht gezeigte
Schnittstelle der Schaltungsanordnung 10, englisch: inter-

face, umfasst die Ausgangsanschlussflé&che 27.

Das Systemriicksetzsignal SPOR wird zusédtzlich uUber den ersten

Eingang 30 der Eingangsschaltungsanordnung 28 dem Rlcksetz-
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eingang 35 der Speicherschaltung 33 zugeleitet. Die Speicher-
schaltung 33 generiert das Testeinstellsignal TM an dem Da-
tenausgang 34, das Uber den Ausgang 29 der Eingangslogik-
schaltung 28 dem Umschalter 18 und der Ausgangslogikschaltung
21 zugeleitet wird. Ein Taktsignal CLK wird Uber den dritten
Eingang 31 der Eingangslogikschaltung 28 dem Takteingang 36
der Speicherschaltung 33 zugefihrt. Ein Datensignal SDAT wird
iber den zweiten Eingang 32 der Eingangslogikschaltung 28 dem
Dateneingang 37 der Speicherschaltung 33 zugeleitet. Die
Speicherschaltung 33 generiert das Testeinstellsignal TM in
Abhdngigkeit des Taktsignals CLK, des Systemrilicksetzsignals
SPOR und des Datensignals SDAT. Das Testeinstellsignal TM und
das Datensignal SDAT sind als elektrische Signale ausgebil-
det. Der Umschalter 14 ist als elektronischer Umschalter rea-
lisiert. Der erste und der zweiten Schalter 39, 40 sind als

elektronische Schalter implementiert.

Mit Vorteil kann mittels des Testeinstellsignals TM ausge-
wdhlt werden, ob die Testspannung VTM oder die Versorgungs-
spannung VBAT der Riicksetzschaltung 11 zugeleitet wird. Mit
Vorteil wird das Testeinstellsignal TM auch der Ausgangs-
logikschaltung 21 zugefiihrt, sodass wadhrend der Durchfihrung
eines Tests das Systemricksetzsignal SPOR einen den Schal-
tungsblock 26 deaktivierenden Wert aufweist. Das Systemrick-
setzsignal SPOR weist ausschlieflich dann einen den Schal-
tungsblock 26 aktivierenden Wert auf, sofern das Riicksetz-
signal POR den aktivierenden Wert zeigt und die Ricksetz-
schaltung 11 sich nicht im Testbetrieb befindet. Im Testbe-
trieb ist somit die Riicksetzschaltung 11 mittels des Testein-
stellsignals TM von dem Schaltungsblock 26 isoliert. Im Test-
betrieb entspricht das Resultatsignal TPOR dem Riicksetzsignal

POR. Vorteilhafterweise weist das Resultatsignal TPOR einen
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konstanten Wert auf, sofern sich die Rilcksetzschaltung 11

nicht im Testbetrieb befindet.

Mittels des Puffers 38 kann vorteilhafterweise eingestellt
werden, dass bel Fehlen eines definierten Testeinstellsignals
TM der zweite Schalter 40 geschlossen und somit die Versor-

gungsspannung VBAT der Rilcksetzschaltung 11 zugeleitet ist.

Mit Vorteil wird die Ricksetzschaltung 11 fir den Testbetrieb
liber einen getrennten Versorgungspfad, der den ersten Schal-
ter 39 des Umschalters 14 und die erste Anschlussflache 19
umfasst, versorgt. Eine Messung eines Schwellwertes der Rick-
setzschaltung 11 wird derart ausgefihrt, dass ein Ergebnis
liber einen Ausgangspfad, der die Ausgangslogikschaltung 21
und den Ausgangsanschluss 27 umfasst, abgegeben wird. Mit
Vorteil wird im Test genau diejenige Riicksetzschaltung 11 ge-
testet, die im darauf folgenden Betrieb die Riicksetzfunktion
fiir die Schaltungsanordnung 10, insbesondere den Schaltungs-

block 26, gewdhrleistet.

In einer alternativen, nicht gezeigten Ausfihrungsform um-
fasst die Schaltungsanordnung 10 einen Multiplexer, der ein-
gangsseitig mit dem zweiten Ausgang 25 der Ausgangslogik-
schaltung 21 und ausgangsseitig mit einer Anschlussfldche
verbunden ist. Die Anschlussfldche ist somit als Testan-
schlussflidche, englisch: test-mode pin, implementiert. Mit
Vorteil kann somit die Anzahl der Anschlussfldchen gering und
eine Fldche eines Halbleiterkérpers 130, welcher die Schal-

tungsanordnung umfasst, klein gehalten werden.

Figur 1B zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform einer
Schaltungsanordnung mit einer Riicksetzschaltung nach dem vor-

geschlagenen Prinzip. Die Schaltungsanordnung 10' gem&f3 Figur
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1B ist eine Weiterbildung der in Figur 1A gezeigten Ausfih-
rungsform und wird insoweit hier nicht noch einmal beschrie-
ben. Der erste Schalter 39 umfasst einen ersten Schalttran-
sistor 50, der zwischen den ersten Eingang 15 und den Ausgang
18 des Umschalters 14 geschaltet ist. Ein Steueranschluss des
ersten Schalttransistors 50 ist an einen ersten Ausgang 51
des Puffers 38 angeschlossen. Weiter umfasst der erste Schal-
ter 39 einen zweiten Schalttransistor 52, der seriell zum
ersten Schalttransistor 50 geschaltet ist. Der zweite Schalt-
transistor 52 ist zwischen dem ersten Schalttransistor 50 und
dem Ausgang 18 des Umschalters 14 angeordnet. Ein Steueran-
schluss des zweiten Schalttransistors 52 ist ebenfalls an den
ersten Ausgang 51 des Puffers 38 angeschlossen. Ein Knoten 53
zwischen dem ersten und dem zweiten Schalttransistor 50, 52
ist iiber einen ersten Widerstand 54 mit den beiden Steueran-
schliissen des ersten und des zweiten Schalttransistors 50, 52
verbunden. Der Knoten 53 ist ebenfalls mit den beiden Sub-
stratanschliissen des ersten und des zweiten Schalttransistors
50, 52 verbunden. Der zweite Schalter 40 umfasst einen drit-
ten Schalttransistor 55, der zwischen den zweiten Eingang 16
und den Ausgang 18 des Umschalters 14 geschaltet ist. Ein
Steueranschluss des dritten Schalttransistors 55 ist an einen

zweiten Ausgang 56 des Puffers 38 angeschlossen.

Der Puffer 38 umfasst einen ersten und einen zweiten Inverter
57, 58, die hintereinander geschaltet sind. Ein Eingang des
ersten Inverters 57 ist mit dem Steuereingang 17 des Umschal-
ters 14 verbunden. Der Puffer 38 weist einen vierten Schalt-
transistor 59 auf, der den ersten Ausgang 51 des Puffers 38
und damit die Steuereingdnge des ersten und des zweiten
Schalttransistors 50, 52 mit einem Bezugspotentialanschluss
60 verbindet. Ein Ausgang des ersten Inverters 57 ist uber

den zweiten Inverter 58 mit einem Steueranschluss des vierten
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Schalttransistors 59 verbunden. Der Puffer 38 weist einen
fiinften Schalttransistor 61 auf, der den zweiten Eingang 16
des Umschalters 14 mit dem zweiten Ausgang 56 des Puffers 38
verbindet. Der zweite Ausgang 56 des Puffers 38 ist lber ei-
nen zweiten Widerstand 62 mit dem Bezugspotentialanschluss 60
verbunden. Der Ausgang des ersten Inverters 57 ist an einen
Steueranschluss des finften Schalttransistors 61 angeschlos-
sen. Der erste, zweite, dritte und funfte Schalttransistor
50, 52, 55, 61 ist jeweils als ein p-Kanal Feldeffekttransis-
tor realisiert. Der vierte Schalttransistor 59 ist als
n-Kanal Feldeffekttransistor implementiert. Der erste, zweite
und dritte Schalttransistor 50, 52, 55 weist jeweils ein ho-
hes Weiten-zu-Lingen Verhdltnis auf, sodass ihr Einschaltwi-

derstand gering ist.

Dariiber hinaus umfasst die Schaltungsanordnung 10' einen Puf-
ferkondensator 64, der den Ausgang 18 des Umschalters 14 mit
dem Bezugspotentialanschluss 60 verbindet. Die Ricksetzschal-
tung 11 weist einen Kondensator 65 und einen Schalter 66 auf.
Dabei ist eine erste Elektrode des Kondensators 65 ilber den
Schalter 66 mit dem Spannungseingang 12 der Riucksetzschaltung
11 verbunden. Ein Ausgangstreiber 67 der Ricksetzschaltung 11
ist zwischen eine zweite Elektrode des Kondensators 65 und
den Ausgang 13 der Riicksetzschaltung 11 géschaltet. Ein Steu-
eranschluss des Schalters 66 ist iiber den Ausgang 29 der Ein-
gangslogikschaltung 28 mit dem Datenausgang 33 der Speicher-
schaltung 32 verbunden. Weiter umfasst die Ricksetzschaltung
11 einen ersten, einen zweiten und einen dritten Anschluss
68, 69, 70. Der erste und der zweite Anschluss 68, 69 sind
mit dem Bezugspotentialanschluss 60 verbunden. Der dritte An-
schluss 70 ist an einem Substratvorspannungsanschluss 71 an-

geschlossen.
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Die Ausgangslogikschaltung 21 umfasst ein erstes logisches
Gatter 72, einen ersten Inverter 73 und zweites logisches
Gatter 74. Ein erster Eingang des ersten logischen Gatters 72
und ein erster Eingang des zweiten logischen Gatters 74 sind
miteinander verbunden und mit dem Ausgang 13 der Riucksetz-
schaltung 11 iber den ersten Eingang 22 der Ausgangslogik-
schaltung 21 gekoppelt. Ein zweiter Eingang des zweiten logi-
schen Gatters 74 ist mit dem zweiten Eingang 23 der Ausgangs-
logikschaltung 21 verbunden. Ebenso ist ein zweiter Eingang
des ersten logischen Gatters 72 lUber den ersten Inverter 73
mit dem zweiten Eingang 23 der Ausgangslogikschaltung 21 ver-
bunden. Die Ausgangslogikschaltung 21 weist darilber hinaus
einen ersten Pegelumsetzer 75, englisch: level shifter, auf,
der den ersten Eingang 22 der Ausgangslogikschaltung 21 mit
den beiden ersten Eingdngen des ersten und des zweiten logi-
schen Gatters 72, 74 verbindet. Das erste und das zweite lo-
gische Gatter 72, 74 sind als NAND-Gatter implementiert. Ein
Ausgang des ersten logischen Gatters 72 ist mit dem ersten
Ausgang 24 der Ausgangslogikschaltung 21 gekoppelt. Die Aus-
gangslogikschaltung 21 weist ein drittes logisches Gatter 77
auf, das an einem ersten Eingang mit dem Ausgang des ersten
logischen Gatters 72 und an einem Ausgang mit dem ersten Aus-
gang 24 der Ausgangslogikschaltung 21 verbunden ist. Das
dritte logische Gatter 77 umfasst eine invertierende Funk-
tion. Die Ausgangslogikschaltung 21 umfasst dariber hinaus
einen zweiten Pegelumsetzer 78, der den dritten Eingang 41
der Ausgangslogikschaltung 21 mit einem zweiten Eingang des
dritten logischen Gatters 77 verbindet. Das dritte logische
Gatter 77 ist ebenfalls als NAND-Gatter realisiert. Ein Aus-
gang des zweiten logischen Gatters 74 ist mit dem zweiten
Ausgang 25 der Ausgangslogikschaltung 21 gekoppelt. Die Aus-
gangslogikschaltung 21 umfasst einen zweiten Inverter 76, der

zwischen den Ausgang des zweiten logischen Gatters 74 und den
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zweiten Ausgang 25 der Ausgangslogikschaltung 21 geschaltet

ist.

Der vierte Schalttransistor 59 stellt ein Steuersignal fir
den ersten und den zweiten Schalttransistor 50, 52 bereit.
Dem vierten Schalttransistor 59 wird iber den ersten und den
zweliten Inverter 57, 58 das Testeinstellsignal TM ohne Inver-
tierung bereitgestellt. Weist das Testeinstellsignal TM den
logischen Wert 1 und damit einen hohen Spannungswert auf, so
ist der vierte Schalttransistor 59 leitend geschaltet. Somit
sind die Steueranschliisse des ersten und des zweiten Schalt-
transistors 50, 52 an den Bezugspotentialanschluss 60 ange-
schlossen. Die Steuersignale des ersten und des zweiten
Schalttransistors 50, 52 entsprechen folglich einem Bezugs-
potential VSS, das am Bezugspotentialanschluss 60 abgreifbar
ist. Der erste und der zweite Schalttransistor 50, 52 sind
somit eingeschaltet, sodass die am ersten Eingang 15 des Um-
schalters 14 anliegende Testspannung VTM am Ausgang 18 des

Umschalters 14 bereitgestellt wird.

Uber die Verbindung des Knotens 53 mit den beiden Substratan-
schliissen des ersten und des zweiten Schalttransistors 50, 52
wird eine Substratspannung den beiden Schalttransistoren 50,
52 zugefihrt. Weist das Testeinstellsignal TM den logischen
Wert 0 und damit einen niedrigen Spannungswert auf, so ist
der vierte Schalttransistor 59 sperrend geschaltet. In diesem
Fall werden die Steueranschliisse des ersten und des zweiten
Schalttransistors 50, 52 derart positiv aufgeladen, dass die
beiden Schalttransistoren 50, 52 sperren. Ein Stromfluss zu
dem Knoten 53 kann beispielsweise durch den ersten Schalt-
transistor 50 erfolgen, wenn die Testspannung VTM hoher als
die Spannung am Knoten 53 ist, sodass eine Diode zwischen ei-

nem ersten Anschluss des ersten Schalttransistors 50 und dem
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Substratanschluss des ersten Schalttransistors 50 leitet.
Ebenfalls kann ein Aufladen der Steueranschlisse des ersten
und des zweiten Schalttransistors 50, 52 Uber den zweiten
Schalttransistor 52 erfolgen, sofern eine Spannung am Ausgang
18 des Umschalters 14 hoher als die Spannung am Knoten 53
ist. Dabei kann der Strom beispielsweise durch eine Diode
zwischen einem Anschluss des zweiten Schalttransistors 52 und
dem Substratanschluss des zweiten Schalttransistors 52 flie-
Ren. Ebenfalls kann ein Aufladen durch Subthresholdstrdme der
beiden Schalttransistoren 50, 52 erfolgen. Der erste und der
zweite Schalttransistor 50, 52 bendétigen somit keine von ei-
ner Substratspannungsquelle bereitgestellte externe Substrat-

spannung.

Weist das Testeinstellsignal T™M den logischen Wert 1 auf, so
ist am Ausgang des ersten Inverters 57 der logische Wert O
abgreifbar, sodass der finfte Schalttransistor 61 leitend ge-
schaltet ist. Somit wird der Steueranschluss des dritten
Schalttransistors 55 mit dem zweiten Eingang 16 des Umschal-
ters 14 verbunden. Liegt am zweiten Eingang 16 die Versor-
gungsspannung VBAT mit einem hohen Wert an, so wird dadurch
der dritte Schalttransistor 55 sperrend geschaltet. Weist
hingegen das Testeinstellsignal TM den logischen Wert 0 auf,
so ist am Ausgang des ersten Inverters 57 der logische Wert 1
abgreifbar, welcher den finften Schalttransistor 61 sperrend
schaltet. Uber den Widerstand 62 wird somit der Steueran-
schluss des dritten Schalttransistors 55 auf das Bezugspoten-
tial VSS gelegt, sodass der dritte Schalttransistor 55 lei-
tend geschaltet ist. In diesem Fall wird mittels des dritten
Schalttransistors 55 die am zweiten Eingang 16 des Umschal-
ters 14 bereitgestellte Versorgungsspannung VBAT am Ausgang

18 des Umschalters 14 abgegeben.
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Der Pufferkondensator 64 dient zum Puffern der Eingangsspan-
nung VDD, die am Spannungseingang 12 der Riicksetzschaltung 11
anliegt. Damit werden bei Schaltvorgédngen im Umschalter 14
gegebenenfalls erzeugte Stdrspannungen verringert und ein
Ausldsen des Riicksetzsignals POR allein aufgrund von Stoér-
spannungen bei Umschaltvorgédngen vermieden. Der Kondensator
66 der Ricksetzschaltung 11 dient zum Einstellen einer Zeit-
konstante, mit der das Rlcksetzsignal POR bereitgestellt
wird. Um im Testbetrieb schneller die Funktion der Riucksetz-
schaltung 11 testen zu kénnen, wird dem Steuereingang des
Schalters 66 das Testeinstellsignal TM zugeleitet und mittels

des Schalters 66 der Kondensator 65 deaktiviert.

Die Rucksetzschaltung 11 stellt bei niedrigen Werten der Ein-
gangsspannung VDD das Ricksetzsignal mit dem Spannungswert
der Eingangsspannung VDD bereit. Uberschreitet die Eingangs-
spannung VDD einen ersten Schwellwert VPH, so nimmt das Rick-
setzsignal POR den Spannungswert 0 V und damit einen ersten
logischen Wert an. Weist das Rlcksetzsignal POR den Span-
nungswert der Eingangsspannung VDD auf, so hat das Rucksetz-
signal POR einen zweiten logischen Wert. Der erste logische

Wert ist 0 und der zweite logische Wert 1.

Das Resultatsignal TPOR hat nur dann den logischen Wert 1,
sofern das Testeinstellsignal TM und das Ricksetzsignal POR
den logischen Wert 1 aufweisen. In allen anderen Fallen hat
das Resultatsignal den logischen Wert 0. Das Systemricksetz-
signal SPOR hat den logischen Wert 1, wenn das Testeinstell-
signal TM den logischen Wert 0 und das Ricksetzsignal POR den
logischen Wert 1 aufweist. Der erste Pegelumsetzer 75 vergro-
Rert das Ricksetzsignal POR, sodass am Ausgang des ersten Pe-
gelumsetzers ein abgeleitetes Riicksetzsignal POR1l abgreifbar

ist. Der logische Wert 1 des abgeleiteten Ricksetzsignals
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POR1 entspricht somit einem Spannungswert der Versorgungs-
spannung VBAT. Ohne den ersten Pegelumsetzer 75 wirde im
Testbetrieb dem ersten und dem zweiten logischen Gatter 72,
74 als logischer Wert 1 der Spannungswert der Eingangsspan-
nung VDD und damit der Spannungswert der Testspannung VITM zu-
geleitet. Die Ausgangslogikschaltung 21 wird im Testbetrieb
wie auch in einem Betriebszustand ohne Testbetrieb von der
Versorgungsspannung VBAT versorgt. Mittels des ersten Pegel-
umsetzers 75 wird erreicht, dass ein logischer Wert 1 des
Ricksetzsignals POR auch bei einem kleinen Spannungswert des
Ricksetzsignals POR von dem ersten und dem zweiten logischen
Gatter 72, 74 mit verbesserter Genauigkeit erkannt wird. Die
beiden Pegelumsetzer 75, 78 sind somit fir den Testbetrieb

vorteilhaft.

Die Riuckfithrung des Systemriicksetzsignals SPOR zur Eingangs-
logikschaltung 28 bewirkt, dass das Testeinstellsignal TM den
logischen Wert 0 aufweist, sofern das Systemriicksetzsignal
SPOR den logischen Wert 1 zeigt. Erst wenn die Versorgungs-
spannung VBAT den ersten Schwellwert VPH Uberschritten hat
und daher das Systemriicksetzsignal SPOR den logischen Wert 0
aufweist, kann mittels des Datensignals SDAT und des Takt-
signals CLK ein Testbetrieb gestartet und das Testeinstell-

signal TM auf den logischen Wert 1 gesetzt werden.

Mit Vorteil lassen sich Fehler im Umschalter 14 detektieren:
Weist der dritte Schalttransistor 55 einen Defekt in Form ei-
nes Kurzschlusses auf, so zeigt das Resultatsignal TPOR auch
bei niedrigen Werten der Testspannung VTM nicht den logischen
Wert 1. Weist der dritte Schalttransistor 55 einen Defekt
derart auf, dass er nicht in einen leitenden Betriebszustand
geschaltet werden kann, so weist das Systemrilicksetzsignal

SPOR in keinem Betriebzustand den logischen Wert 1 auf. Weist
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der finfte Schalttransistor 61 einen Defekt in Form eines
Kurzschlusses auf, so kann der dritte Schalttransistor 61
nicht leitend geschaltet werden und das Systemriicksetzsignal
SPOR weist immer den logischen Wert 1 auf.'Zeigt hingegen der
fiinfte Schalttransistor 61 als Defekt, dass er nicht in einen
leitenden Betriebszustand geschaltet werden kann, sondern im-
mer nicht-leitend ist, so ist der dritte Schalttransistor 55
stdndig leitend geschaltet, sodass die Eingangsspannung VDD
von der Versorgungsspannung VBAT und der Testspannung VTM ab-
hdngt. Eine erste Spannungsquelle stellt die Versorgungsspan-
nung VBAT bereit. Hingegen stellt eine zweite Spannungsquelle
die Testspannung VTM bereit. Diejenige der beiden Spannungs-
quellen, welche den kleineren Innenwiderstand aufweist,
stellt die Eingangsspannung VDD ilber die Innenwiderstédnde der
Spannungsquellen und die Schalterwiderstdnde ein. Hat etwa
die erste Spannungsquelle einen geringeren Innenwiderstand
als die zweite Spannungsquelle, so ist das Resultatsignal
TPOR unabhidngig von dem Wert der Testspannung VTM und hat den

logischen Wert 0.

Fehlfunktionen des Umschalters 14, der Eingangslogikschaltung
28 und der Ausgangslogikschaltung 21 konnen vorteilhafter-

weise im Testbetrieb detektiert werden.

Mit Vorteil kann mittels des Kondensators 65 eine Verzdge-
rungszeit eingestellt werden, mit der das Rlcksetzsignal POR
bereitgestellt wird. Mittels des Schalters 66 kann der Kon-
densator 65 von einem Signalpfad, mittels dem das Ricksetz-
signal POR erzeugt wird, getrennt werden. Im Testbetrieb wird
daher das Riicksetzsignal POR ohne Verzdgerung durch den Kon-

densator 65 generiert.
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In einer alternativen Ausfilhrungsform ist der erste logische

Wert 1 und der zweite logische Wert 0.

In einer alternativen, nicht gezeigten Ausfihrungsform kann
die Ausgangslogikschaltung 21 andere logische Gatter und/oder
eine andere Verkniipfung aufweisen, die die gleiche logische
Funktion wie die gezeigte Ausgangslogikschaltung 21 realisie-
ren. Beispielsweise konnen eines oder mehrere der NAND-Gatter
durch ein NOR-Gatter mit vor- und nachgeschalteten Invertern

ersetzt sein.

In einer alternativen, nicht gezeigten Ausfihrungsform kann

der erste Schalter 39 als Transmission-Gate realisiert sein.

Figur 2 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform einer Ruck-
setzschaltung, wie sie in den Schaltungsanordnungen gemdf Fi-
guren 1A und 1B eingesetzt werden kann. Die Riicksetzschaltung
11 weist eine Deaktivierschaltung 91, eine Auswerteschaltung
92, eine Verzdgerungsschaltung 93 und den Ausgangstreiber 67
auf. Die Ricksetzschaltung 11 und damit die vier Schaltungen
91, 92, 93, 67 sind zwischen den Spannungseingang 12 und den
Bezugspotentialanschluss 60 geschaltet. Die Deaktivierschal-
tung 91 weist zwei hintereinander geschaltete Inverter 95, 96
auf, die jeweils den Spannungseingang 12 mit dem Bezugspoten-
tialanschluss 60 verbinden. Ein Eingang eines ersten Inver-
ters 95 ist mit dem zweiten Anschluss 69 der Riicksetzschal-
tung 11 verbunden. Ein Ausgang des ersten Inverters 95 ist an
einen Eingang des zweiten Inverters 96 angeschlossen. Ein
Ausgang des zweiten Inverters 96 ist mit einem Eingang 97 der

Auswerteschaltung 92 verbunden.

Die Auswerteschaltung 92 umfasst einen ersten Stromspiegel 98

mit einem ersten und einem zweiten Stromspiegeltransistor 99,
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101. Die zwei Stromspiegeltransistoren 99, 101 sind an einem
ersten Anschluss mit dem Spannungseingang 12 verbunden. Ein
Steueranschluss des ersten Stromspiegeltransistors 99 ist mit
einem zweiten Anschluss des ersten Stromspiegeltransistors 99
sowie mit einem Steueranschluss des zweiten Stromspiegeltran-
sistors 101 verbunden. Weiter umfasst die Auswerteschaltung
92 einen Abschalttransistor 100, englisch power down transis-
tor. Ein erster Anschluss des Abschalttransistors 100 ist mit
dem Spannungseingang 12 verbunden. Der Steueranschluss des
ersten Stromspiegeltransistors 99 ist mit einem zweiten An-
schluss des Abschalttransistors 100 verbunden. Ein Steueran-
schluss des Abschalttransistors 100 ist Uber einen weiteren
Eingang 120 der Auswerteschaltung 92 an den Ausgang des ers-
ten Inverters 95 angeschlossen. Der erste Stromspiegeltran-
sistor 99 ist Ulber einen ersten Transistor 102 mit dem Be-
zugspotentialanschluss 60 verbunden. Der erste Stromspiegel-
transistor 99 und der erste Transistor 102 bilden zusammen
einen Spannungsteiler fir die Eingangsspannung VDD. Ein Steu-
eranschluss des ersten Transistors 102 ist an den Eingang 97
der Auswerteschaltung 92 angeschlossen. Ein zweiter Anschluss
des zweiten Stromspiegeltransistors 101 ist Uber eine Serien-
schaltung umfassend einen zweiten und einen dritten Transis-
tor 103, 104 mit dem Bezugspotentialanschluss 60 verbunden.
Ebenso ist der zweite Anschluss des zweiten Stromspiegeltran-
sistors 101 iiber einen vierten Transistor 105 mit dem Bezugs-
potentialanschluss 60 gekoppelt. Ferner ist der zweite An-
schluss des zweiten Stromspiegeltransistors 101 mit einem
ersten Eingang 106 der Verzégerungsschaltung 93 verbunden.
Ein zweiter Stromspiegel 107 umfasst den dritten und den
vierten Transistor 104, 105 sowie einen finften Transistor
108. Ein erster Anschluss des dritten, des vierten und des
fiinften Transistors 104, 105, 108 ist mit dem Bezugspotenti-

alanschluss 60 verbunden. Ein Steueranschluss des finften
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Transistors 108 ist mit einem Steueranschluss des vierten
Transistors 105 und einem Steueranschluss des dritten Tran-
sistors 104 sowie mit einem zweiten Anschluss des finften
Transistors 108 verbunden. Der finfte Transistor 108 ist uUber
einen sechsten Transistor 109 mit dem Spannungseingang 12 ge-
koppelt. Ein Steueranschluss des sechsten Transistors 109 ist
an den Eingang 97 der Auswerteschaltung 92 angeschlossen. Der
zweite Anschluss des finften Transistors 108 ist an einen
zweiten Eingang 110 der Verzdgerungsschaltung 93 angeschlos-

sen.

Die Verzdgerungsschaltung 93 weist einen siebten, einen ach-
ten und einen neunten Transistor 111, 112, 113 auf. Ein Steu-
eranschluss des siebten und des achten Transistors 111, 112
ist an den ersten Eingang 106 der Verzdgerungsschaltung 93
angeschlossen. Ein Steueranschluss des neunten Transistors
113 ist an den zweiten Eingang 110 der Verzdgerungsschaltung
93 angeschlossen. Der siebte, der achte und der neunte Tran-
sistor 111, 112, 113 sind seriell zueinander geschaltet. Ein
Knoten 119 zwischen dem siebten und dem achten Transistor
111, 112 ist iiber einen weiteren Eingang 114 der Auswerte-
schaltung 92 mit einem Steueranschluss des zweiten Transis-
tors 103 verbunden. Der zweite Stromspiegel 107 umfasst eben-
falls den neunten Transistor 113. Der Knoten 119 zwischen dem
siebten und dem achten Transistor 111, 112 ist Uber den Kon-
densator 65 mit dem Spannungseingang 12 verbunden. Der Kon-
densator 65 ist mittels eines Feldeffekttransistors reali-
siert. Der erste und der zweite Stromspiegeltransistor 99,
101, der Abschalttransistor 100 sowie der erste, sechste und
siebte Transistor 102, 109, 111 sind jeweils als ein p-Kanal
Feldeffekttransistor realisiert. Der zweite, dritte, vierte,

fiinfte, achte und neunte Transistor 103, 104, 105, 108, 112,
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113 sind jeweils als ein n-Kanal Feldeffekttransistor imple-

mentiert.

Der Knoten 119 zwischen dem siebten und dem achten Transistor
111, 112 ist mit einem Eingang 115 des Ausgangstreibers 67
verbunden. Der Ausgangstreiber 67 umfasst einen dritten und
einen vierten Inverter 116, 117. Ein Eingang des dritten In-
verters 116 ist an den Eingang 115 des Ausgangstreibers 67
angeschlossen. Ein Ausgang des dritten Inverters 116 ist mit
einem Eingang des vierten Inverters 117 und einem zusdtzli-
chen Ausgang 118 der Riicksetzschaltung 11 verbunden. Ein Aus-
gang des vierten Inverters 117 ist an den Ausgang 13 der

Ricksetzschaltung 11 angeschlossen.

Ein Abschaltsignal PD wird Uber den Eingang 69 der Rlucksetz-
schaltung 11 der Deaktivierschaltung 91 zugefihrt und mittels
des ersten und des zweiten Inverters 95, 96 verzogert als ein
abgeleitetes Abschaltsignal PDB an den Eingang 97 der Auswer-
teschaltung 92 abgegeben. Am Ausgang des ersten Inverters 95
und damit am weiteren Eingang 120 der Auswerteschaltung 92
ist ein invertiertes Abschaltsignal PDN abgreifbar. Der erste
Transistor 102 und der erste Stromspiegeltransistor 99 weisen
denselben Leitfdhigkeitstyp auf. Dem Steueranschluss des Ab-
schalttransistors 100 wird das invertierte Abschaltsignal PDN
zugeleitet. Hat das abgeleitete Abschaltsignal PDB den logi-
schen Wert 1, ist somit der erste Transistor 102 sperrend ge-
schaltet, sodass durch den ersten und den zweiten Stromspie-
geltransistor 99, 101 kein Strom flief3t. Dabei hat das inver-
tierte Abschaltsignal PDN den logischen Wert 0, so dass der
Abschalttransistor 100 leitend geschaltet ist. Am Steueran-
schluss des zweiten Stromspiegeltransistors 101 liegt somit
ndherungsweise der Wert der Eingangsspannung VDD an. Bei ei-

nem logischen Wert 1 des verzdgerten Abschaltsignals PDB ist
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auch der sechste Transistor 109 sperrend geschaltet, sodass
am zweiten Eingang 110 der Verzdgerungsschaltung 93 der logi-
sche Wert 0 anliegt. Weist jedoch das invertierte Abschalt-
signal PDN den logischen Wert 1 auf, so leitet der Abschalt-
transistor 100 nicht. Dabei hat das abgeleitete Abschaltsig-
nal PDB den logischen Wert 0, so dass der erste Traﬁsistor
102 leitet. Folglich gibt der zweite Stromspiegeltransistor
101 einen Strom ab, bei dem ein erster Teil durch die Serien-
schaltung aus dem zweiten und dem dritten Transistor 103, 104
und ein zweiter Teil durch den vierten Transistor 105 flieft.
Weist das verzdgerte Abschaltsignal PDB den logischen Wert 0
auf, so flieRt ein Strom durch den sechsten Transistor 109
und damit durch den fiunften Transistor 108. Da der finfte
Transistor 108 zusammen mit dem dritten und dem vierten Tran-
sistor 104, 105 den zweiten Stromspiegel 107 bilden, fliefit
in diesem Falle ebenfalls ein Strom durch den dritten und den
vierten Transistor 104, 105. Entsprechend den Stromflissen
durch den ersten und den zweiten Stromspiegel 98, 107 stellt
sich am ersten Eingang 106 der Verzdgerungsschaltung 93 eine
Spannung VAR ein, die dem siebten und dem achten Transistor
111, 112 zugeleitet werden. Im Fall eines Stromflusses durch
den sechsten und den funften Transistor 109, 108 ist eine
Spannung VDI am zweiten Eingang 110 der Verzodgerungsschaltung
93 so hoch, dass der neunte Transistor 113 leitend geschaltet
ist. Ist die Spannung VAR niedrig, so ist der siebte Transis-
tor 111 eingeschaltet und eine Spannung VCAP, die am Konden-
sator 65 und damit am Eingang 115 des Ausgangstreibers 67 an-

liegt, ndherungsweise auf dem Wert der Eingangsspannung VDD.

Die Spannung VCAP wird dem dritten Inverter 116 zugeleitet,
sodass am zusédtzlichen Ausgang 118 der Ricksetzschaltung 11
ein invertiertes Riicksetzsignal POR_N mit einem niedrigen

Spannungswert und damit dem logischen Wert 0 abgegeben wird.
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Mittels des vierten Inverters 117 wird das Ricksetzsignal POR
mit dem Wert der Eingangsspannung VDD und damit dem logischen
Wert 1 bereitgestellt. Mit der Spannung VCAP wird wiederum
der zweite Transistor 103 zum Einstellen einer Hysterese der
Auswerteschaltung 92 angesteuert. Weist die Spannung VAR ei-
nen derart hohen Wert auf, dass der siebte Transistor 111
sperrend geschaltet und der achte Transistor 112 leitend ge-
schaltet ist, so flieft eine Ladung von dem Kondensator 65
liber den achten und den neunten Transistor 112, 113 ab. Somit
sinkt die Spannung VCAP, sodass das invertierte Ricksetzsig-
nal POR_N einen hohen Spannungswert und damit den logischen
Wert 1 sowie das Riicksetzsignal POR einen niedrigen Span-
nungswert und damit den logischen Wert 0 annimmt. Somit geht
das Riicksetzsignal POR von dem logischen Wert 1 auf den logi-
schen Wert 0 in Abhdngigkeit des von der Auswerteschaltung 92
eingestellten Schwellwertes VPH iUber. Damit bei einem gering-
fligigen Absinken der Eingangsspannung VDD das Ricksetzsignal
POR und das invertierte Riicksetzsignal POR_N konstant blei-
ben, wird die Spannung VCAP dem Steueranschluss des zweiten
Transistors 103 zugeleitet. Ist das Ricksetzsignal POR auf
dem logischen Wert 1 und die Spannung VCAP auf einem hohen
Wert, so ist der zweite Transistor 103 leitend geschaltet,
sodass die Spannung VAR einen niedrigeren Wert annimmt als im
Falle eines niedrigen Wertes der Spannung VCAP und eines lo-

gischen Wertes 0 der Ricksetzspannung POR.

Mit Vorteil erzeugt die Riicksetzschaltung 11 das Rlcksetzsig-
nal POR selbsttdtig und ohne Zufuhr von einem Referenzstrom

oder einer Referenzspannung, die von einer von der Ricksetz-
schaltung nicht umfassten Quelle bereitzustellen sind. Mittel
eines logischen Wertes 1 des Abschaltsignals PD kann vorteil-

hafterweise das Riicksetzsignal POR auf den logischen Wert 1
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unabhédngig von einer Hohe der Eingangsspannung VDD gesetzt

werden.

In einer alternativen, nicht gezeigten Ausfiihrungsform ist
der Kondensator 65 iliber den Schalter 66 mit dem Spannungsein-
gang 12 verbunden. Der Schalter 66 ist als Transistor ausge-

fihrt.

In einer alternativen, nicht gezeigten Ausfihrungsform ist
der Kondensator 65 als integrierter Kondensator realisiert.
Der Kondensator umfasst zwei Elektroden und ein dazwischen
liegendes Dielektrikum. Der Kondensator kann frei von einem
einkristallinem Substratmaterial des Halbleiterkdrpers 130

sein.

Figuren 3A bis 3G zeigen beispielhafte Signalverl&ufe in ei-
ner Schaltungsanordnung mit einer Ricksetzschaltung nach dem
vorgeschlagenen Prinzip in Abh&dngigkeit einer Zeit t. Im Ein-
zelnen zeigt Figur 3A das abgeleitete Rucksetzsignal PORI1,
Figur 3B das Testeinstellsignal TM und Figur 3C das Riicksetz-
signal POR. In Figuren 3D und 3G sind die Eingangsspannung
VDD, die Versorgungsspannung VBAT und die Testspannung VTM
gezeigt. Figur 3E zeigt das Systemriicksetzsignal SPOR sowie
Figur 3F das Resultatsignal TPOR. In einer ersten Phase A
zwischen einem Zeitpunkt 0 und einem ersten Zeitpunkt tl
steigt die Versorgungsspannung VBAT von einem Wert 0 Volt auf
einen Wert von ungefdhr 2,5 Volt. Das Ricksetzsignal POR und
das abgeleitete Riicksetzsignal POR1l steigen in der ersten
Phase A von 0 Volt auf etwa 2,2 Volt. Da das Testeinstellsig-
nal T™ den logischen Wert 0 aufweist, befindet sich die
Schaltungsanordnung 10 nicht im Testbetrieb sondern in einem
Betriebszustand ohne Test. Somit steigt in der ersten Phase A

das Systemricksetzsignal SPOR ebenfalls von 0 Volt auf etwa
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2,2 Volt an, wahrend das Resultatsignal TPOR den Wert 0 auf-
weist. In einer zweiten Phase B zwischen dem ersten Zeitpunkt
tl und einem zweiten Zeltpunkt t2 steigt die Versorgungsspan-
nung VBAT weiter an bis auf einen Wert 4 Volt und bleibt dann
konstant. Da somit der erste Schwellwert VPH der Riucksetz-
schaltung 11 idberschritten ist, nimmt das Ricksetzsignal POR
und das abgeleitete Ricksetzsignal POR1 den Wert 0 Volt an.
Das Systemriicksetzsignal SPOR hat ebenfalls den Wert 0 Volt,
wdhrend das Resultatsignal TPOR weiter 0 Volt anzeigt. Die
Versorgungsspannung VBAT ist in den weiteren Phasen konstant
und bleibt auf dem Wert 4 Volt. In der ersten und der zweiten
Phase A, B zwischen dem Zeitpunkt 0 und dem zweiten Zeitpunkt
t2 weist die Testspannung VTM den Wert 0 Volt auf. Am Ende
der zweiten Phase B wird die Testspannung VTM eingeschaltet
und steigt ausgehend von einem Wert 3 Volt an, bis sie in ei-
ner dritten Phase C zwischen dem zweiten Zeitpunkt t2 und ei-
nem dritten Zeitpunkt t3 den Wert 4 Volt erreicht. Zu Beginn
der dritten Phase C wird das Testeinstellsignal TM auf den

logischen Wert 1 eingestellt.

In einer vierten Phase D zwischen dem dritten Zeitpunkt t3
und einem vierten Zeitpunkt t4 nimmt die Testspannung VTM li-
near ab, so dass zu einem Zeitpunkt tu ein zweiter Schwell-
wert VPL der Riicksetzschaltung 11 erreicht wird. Zu dem Zeit-
punkt tu springt die Riicksetzspannung POR von dem Wert 0 Volt
auf einen Wert von cirka 2 Volt, welcher dem Wert der Test-
spannung VTM und damit dem Wert der Eingangsspannung VDD zum
Zeitpunkt tu entspricht. Die abgeleitete Ricksetzspannung
POR1 nimmt einen Wert von cirka 4 Volt und das Resultatsignal
TPOR ebenfalls den Wert 4 Volt an. In einer flinften Phase E
zwischen dem vierten Zeitpunkt t4 und einem finften Zeitpunkt
t5 steigt die Testspannung VTM und damit die Eingangsspannung

VDD linear von einem Wert von cirka 1,6 Volt auf 3 Volt an.
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Zu einem Zeitpunkt to iberschreitet die Eingangsspannung VDD
den ersten Schwellwert VPH, so dass die Ricksetzspannung POR,
die abgeleitete Riicksetzspannung POR1 und das Resultatsignal
TPOR wieder auf 0 Volt abgesenkt werden. Zwischen dem Zeit-
punkt tu und dem Zeitpunkt to folgt die Ricksetzspannung POR
dem Verlauf der Eingangsspannung VDD. Die abgeleitete Rick-
setzspannung POR1 und das Resultatsignal TPOR hingegen weisen
im Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt tu und dem Zeitpunkt to
anndherungsweise den Wert 4 Volt auf. Ab dem Beginn einer
sechsten Phase F zwischen dem fiinften Zeitpunkt t5 und einem
sechsten Zeitpunkt t6 weist das Testeinstellsignal TM anstel-
le des logischen Werts 1 den logischen Wert 0 auf. Im sechs-
ten Zeitraum F befindet sich die Versorgungsspannung VBAT
weiter auf dem Wert 4 Volt. Somit sind das Ricksetzsignal
POR, das abgeleitete Riicksetzsignal POR 1, das Systemrick-
setzsignal SPOR sowie das Resultatsignal TPOR auf dem Wert O
Volt und weisen den logischen Wert 0 auf. In den Figuren 3E
bis 3G ist der Zeitpunkt tu und der Zeitpunkt to genauer ein-
gezeichnet. In Figur 3G ist eine Hysterese H gezeigt, die
zwischen dem zweiten Schwellwert VPL und dem ersten Schwell-
wert VPH liegt. Der Wert der Hysterese H betrédgt etwa 0,2
Volt. Der bei der Abnahme der Eingangsspannung VDD wirksame
zweite Schwellwert VPL hat einen um den Wert der Hysterese H
kleineren Wert als der erste Schwellwert VOPRH, der bei an-

steigender Eingangsspannung VDD wirksam ist.

Somit koénnen mit Vorteil die beiden Schwellwerte VPH, VPL der
Riicksetzschaltung 11 getestet werden. Da mittels des Testein-
stellsignals TM die Wirkung des Kondensators 65 in der Rick-
setzschaltung 11 aufgehoben ist, kann das Bestimmen der bei-
den Schwellwerte VPH, VPL sehr schnell erfolgen, da nicht bei
einer Anderung der Testspannung VTM eine Zeitkonstante fir

das Aufladen des Kondensators 65 zu bericksichtigen ist.
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Figur 4 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform eines Halb-
leiterkdrpers mit der Schaltungsanordnung nach dem vorge-
schlagenen Prinzip. Der Halbleiterkdérper 130 umfasst die
Schaltungsanordnung 10''. Die Schaltungsanordnung 10'’' kann
beispielsweise gemdf den in Figur 1A oder Figur 1B gezeigten
Ausfihrungsformen realisiert sein. In Figur 4 ist beispiel-
haft eine Weiterbildung der in Figur 1A dargestellten Ausfih-
rungsform gezeigt. Die Schaltungsanordnung 10'' ist auf einer
ersten Hauptfldche 134 des Halbleiterkorpers 130 angeordnet.
zusdtzlich umfasst die Schaltungsanordnung 10'' eine Steuer-
anschlussflédche 131. Die Steueranschlussflédche 131 ist mit
dem zweiten Eingang 32 der Eingangslogikschaltung 28 verbun-
den. Weiter umfasst die Schaltungsanordnung 10'' eine Taktan-
schlussfldche 132. Die Taktanschlussflédche 132 ist mit dem
dritten Eingang 31 der Eingangslogikschaltung 28 verbunden.
Weiter umfasst die Schaltungsanordnung 10'' eine zusédtzliche
Anschlussfldche 133. Die zusdtzliche Anschlussflédche 133 ist

mit dem Schaltungsblock 26 gekoppelt.

An der Steueranschlussfldche 131 ist das Datensignal SDAT
abgreifbar. Das Taktsignal CLK ist an der Taktanschlussfléache
132 abgreifbar. Uber die zusdtzliche Anschlussfldche 133 kon-
nen Signale, die im Schaltungsblock 26 erzeugt werden, abge-
geben werden oder Signale dem Schaltungsblock 26 zugeleitet
werden. Die erste und die zweite Anschlussfldche 19, 20, die
Steueranschlussflédche 131, die Taktanschlussflache 132, die
Ausgangsanschlussfldache 27 und die zusédtzliche Anschlussfla-
che 133 koénnen von aulRerhalb des Halbleiterkdrpers 130 kon-
taktiert werden. Die genannten Anschlussfldchen 19, 20, 27,
131, 132, 133 kénnen in einem Testbetrieb mittels Testnadeln
fiir die Dauer des Tests kontaktiert werden. Dabei kann ein
Waferprober mit einer Testkarte, welche die Testnadeln um-

fasst, und eine elektrische Messvorrichtung zur Abgabe der
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Signale und Spannungen und zur Aufnahme der Signale und Span-

nungen eingesetzt werden.

Die genannten Anschlussfldchen konnen in einem Gehdusungspro-
zess beispielsweise mittels Bonddrdhten oder mittels von Lot-
kugeln, englisch bumps, kontaktiert werden. Im Gehdusungspro-
zess koénnen die genannten Anschlussfldchen beispielsweise an

ein Gehduse oder eine Leiterplatte angeschlossen werden.

In einer nicht gezeigten Ausfihrungsform ist eine erste
Schaltung zwischen der Steueranschlussfldche 131 und dem

zweiten Eingang 32 der Eingangslogikschaltung 28 geschaltet.

In einer weiteren nicht gezeigten Ausfihrungsform kann zwi-
schen der Taktanschlussfldche 132 und dem dritten Eingang 31
der Eingangslogikschaltung 28 eine zweite Schaltung angeord-

net sein.

Die Schaltungsanordnung 10'' ist auf dem Halbleiterk&érper 130
mittels einer komplementdren Metall-Oxid-Halbleiter Integra-
tionstechnik, englisch complementary metal-oxide-
semiconductor integration technique, abgeklirzt CMOS-Technik,
hergestellt. Alternativ kann die Schaltungsanordnung 10''
mittels einer Bipolar-Integrationstechnik realisiert sein.
Alternativ kann die Schaltungsanordnung 10'' mittels einer
kombinierten Bipolar-CMOS-Integrationstechnik, abgekiirzt BiC-
MOS-Technik, hergestellt sein. Der Halbleiterkérper 130 kann
Silizium oder Silizium-Germanium als Substratmaterial aufwei-

sen.
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Bezugszeichenliste

10, 10', 10'' Schaltungsanordnung

11 Ricksetzschaltung

12 Spannungseingang

13 Ausgang

14 Umschalter

15 erster Eingang

16 zweiter Eingang

17 Steuereingang

18 Ausgang

19 erste Anschlussfléche
20 zweite Anschlussfléache
21 Ausgangslogikschaltung
22 erster Eingang

23 zweiter Eingang

24 erster Ausgang

25 zwelter Ausgang

26 Schaltungsblock

27 Ausgangsanschlussfléche
28 Eingangslogikschaltung
29 Ausgang

30 erster Eingang

31 dritter Eingang

32 zweiter Eingang

33 Speicherschaltung

34 Datenausgang

35 Riicksetzeingang

36 Takteingang

37 Dateneingang

38 bPuffer

39 erster Schalter

40 zweiter Schalter
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41
42
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
91
92
93
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dritter Eingang

vierter Eingang

erster Schalttransistor
erster Ausgang

zweiter Schalttransistor
Knoten

erster Widerstand
dritter Schalttransistor
zwelter Ausgang

erster Inverter

zweiter Inverter

vierter Schalttransistor
Bezugspotentialanschluss
funfter Schalttransistor
zweiter Widerstand
Pufferkondensator
Kondensator

Schalter
Ausgangstreiber

erster Anschluss

zweiter Anschluss
dritter Anschluss
Substratspannungsanschluss
erstes logisches Gatter
erster Inverter

zweites logisches Gatter
erster Pegelumsetzer
zweiter Inverter

drittes logisches Gatter
zweiter Pegelumsetzer
Deaktivierschaltung
Auswerteschaltung

Verzbgerungsschaltung
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95

96

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
130
131
132
133
134
CLK
PD
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erster Inverter
zweiter Inverter
Eingang

erster Stromspiegel
erster Stromspiegeltransistor
Abschalttransistor
zweiter Stromspiegeltransistor
erster Transistor
zweiter Transistor
dritter Transistor
vierter Transistor
erster Eingang
zweiter Stromspiegel
finfter Transistor
sechster Transistor
zweiter Eingang
siebter Transistor
achter Transistor
neunter Transistor
weiterer Eingang
Eingang

dritter Inverter
vierter Inverter
zusdtzlicher Ausgang
Knoten

weiterer Eingang
Halbleiterkdrper
Steueranschlussfldche
Taktanschlussfléche
zusdtzliche Anschlussfléche
erste Hauptfldche
Taktsignal
Abschaltsignal
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abgeleitetes Abschaltsignal
invertiertes Abschaltsignal
Ricksetzsignal

abgeleitetes Rlcksetzsignal
invertiertes Ricksetzsignal
Datensignal
Systemricksetzsignal
Testeinstellsignal
Resultatsignal

Signal

Versorgungsspannung

Signal

Eingangsspannung

Signal

erster Schwellwert

zweiter Schwellwert
Bezugspotential
Substratspannung

Testspannung
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Patentanspriiche

2.

Schaltungsanordnung zum Testen einer Ricksetzschaltung,

aufweisend:

die Riucksetzschaltung (11), umfassend

- einen Spannungseingang (12) zum Zufithren einer Ein-
gangsspannung (VDD) und

- einen Ausgang (13) zum Bereitstellen eines Rlcksetz-
signals (POR) in Abh&ngigkeit der Eingangsspannung
(VDD), sowie

einen Umschalter (14), umfassend

- einen ersten Eingang (15) zum Zufihren einer Test-
spannung (VTM),

- einen zweiten Eingang (16) zum Zufihren einer Versor-
gungsspannung (VBAT),

- einen Steuereingang (17) zum Umschalten zwischen dem
ersten und dem zweiten Eingang (15, 16) in Abh&ngig-
keit eines Testeinstellsignals (TM) und

- einen Ausgang (18), der mit dem Spannungseingang (12)

der Riicksetzschaltung (11) gekoppelt ist.

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,

umfassend eine Ausgangslogikschaltung (21) mit

einem ersten Eingang (22), der mit dem Ausgang (13) der
Ricksetzschaltung (11) gekoppelt ist,

einem zweiten Eingang (23) zum Zufihren des Testeinstell-
signals (TM),

einem ersten Ausgang (24) zum Bereitstellen eines System-
riicksetzsignals (SPOR) in Abhdngigkeit des Ricksetzsig-
nals (POR) und des Testeinstellsignals (TM) und

einen zweiten Ausgang (25) zum Bereitstellen eines Resul-
tatsignals (TPOR) in Abhdngigkeit des Rlcksetzsignals
(POR) und des Testeinstellsignals (TM).
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3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2,

die Ausgangslogikschaltung (21) umfassend

- einen dritten Eingang (41l), der mit dem Ausgang (18) des

Umschalters (14) gekoppelt ist, und
- einen vierten Eingang (42), der mit dem zweiten Eingang

(16) des Umschalters (14) gekoppelt ist.

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 3,

umfassend eine Eingangslogikschaltung (28) mit

- einem ersten Eingang (30), der mit dem ersten Ausgang
(24) der Ausgangslogikschaltung (21) gekoppelt ist,

- einem zweiten Eingang (32) zum Zufihren eines Datensig-
nals (SDAT) und

- einem Ausgang (29) zum Bereitstellen des Testeinstellsig-
nals (TM), der mit dem Steuereingang (17) des Umschalters
(14) und dem zweiten Eingang (23) der Ausgangslogikschal-

tung (21) gekoppelt ist.

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4,

die Eingangslogikschaltung (28) umfassend eine Speicherschal-

tung (33), mit

- einem Riicksetzeingang (35), der mit dem ersten Eingang
(30) der Eingangslogikschaltung (28) verbunden ist,

- einem Dateneingang (37), der mit dem zweiten Eingang (32)
der Eingangslogikschaltung (28) verbunden ist, und

- einem Datenausgang (34), der mit dem Ausgang (29) der

Eingangslogikschaltung (28) verbunden ist.

6. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriche 1 bis 5,

die Ricksetzschaltung {(11) umfassend:

- einen Ausgangstreiber (67), der ausgangsseitig mit dem
Ausgang (13) der Riicksetzschaltung (11) verbunden ist,

und
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- eine Serienschaltung, welche
- einen Kondensator (65) zum Einstellen einer Zeitkon-
stante des Rucksetzsignals (POR) und
- einen Schalter (66), dem an einem Steuereingang das
Testeinstellsignal (TM) =zuleitbar ist,
aufweist und zwischen einen Eingang (115) des Ausgangs-
treibers (67) und den Spannungseingang (12) geschaltet

ist.

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriche 1 bis 6,
umfassend einen Pufferkondensator (64), der den Ausgang (18)
des Umschalters (14) mit einem Bezugspotentialanschluss (60)

koppelt.

8. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
wobei ein Halbleiterkdrper (130) die Schaltungsanordnung (10)

umfasst.

9. Verfahren zum Testen einer Riicksetzschaltung, umfassend:

- zufiihren einer Versorgungsspannung (VBAT) als eine Ein-
gangsspannung (VDD) an die Rucksetzschaltung (11) in ei-
nem Normalbetrieb,

- Umschalten von dem Normalbetrieb in einen Testbetrieb in
Abhdngigkeit eines Testeinstellsignals (TM),

- zufihren einer Testspannung (VIM) als die Eingangsspan-
nung (VDD) an die Riicksetzschaltung (11) in dem Testbe-
trieb und

- Erzeugen eines Riicksetzsignals (POR) mittels der Riick-
setzschaltung (11) in Abhdngigkeit der Eingangsspannung
(VDD) .

10. Verfahren nach Anspruch 8,
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umfassend Abgeben eines Resultatsignals (TPOR) mit einem lo-
gischen Wert, der dem logischen Wert des Riicksetzsignals
(POR) entspricht, im Testbetrieb und mit einem konstanten lo-

gischen Wert im Normalbetrieb.

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

umfassend Abgeben eines Systemriicksetzsignal (SPOR) mit einem
logischen Wert, der dem logischen Wert des Riucksetzsignals
(POR) entspricht, im Normalbetrieb und mit einem einen Schal-

tungsblock (26) deaktivierenden Wert im Testbetrieb.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
umfassend Bereitstellen des Testeinstellsignals (TM) in Ab-
hangigkeit von einem Datensignal (SDAT) und dem Systemrilick-

setzsignal (SPOR).

13. Verfahren nach einem der Anspriche 9 bis 12,

umfassend

- zZzufihren der Testspannung (VTM) einem ersten Eingang (15)
eines Umschalters (14),

- zZufihren der Versorgungsspannung (VBAT) einem zweiten
Eingang (16) des Umschalters (14),

- Zuleiten des Testeinstellsignals (TM) einem Steuereingang
(17) des Umschalters (14) und

- Umschalten eines Ausgangs (17) des Umschalters (14) zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Eingang (15, 16) des Um-
schalters (14) in Abhdngigkeit von dem Testeinstellsignal

(TM) .

14. Verfahren nach Anspruch 13,
wobei ein Halbleiterkérper (130) eine Schaltungsanordnung
(10) umfasst, welche die Riicksetzschaltung (11) und den Um-

schalter (14) umfasst.
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